
Si vous n’obtenez pas ces résultats, le MOS-
FET est en circuit ouvert au niveau de la jonc-
tion drain-source et doit être éliminé.

Si le MOSFET suspect a passé les tests 1 à 4
avec succès, on peut le considérer comme
fonctionnel. Dans la pratique, les voltages et
courants fournis par les multimètres sont
habituellement bien inférieurs à ceux requis
pour un véritable test des MOSFETs de puis-
sance (IRF, BUZ, etc). Il n’en reste pas moins
que cette procédure de test a donné de très
bons résultats pendant plusieurs années de
tests sur le terrain.
Si vous jetez un coup d’œil sur le graphique
ID = f(VGS) de la figure 1, vous remarquerez
que la conduction commence à une tension
grille-source de 3.5 à 4 volts, tandis qu’à
5 volts (niveau haut TTL), quelque 15 A arri-
vent à se frayer un chemin à travers la jonc-
tion drain-source. Le graphique correspond à
un Philips BUK466-200A qui peut être consi-
déré comme un exemple typique de MOSFET
de puissance.

D’autres composants appelés « FETs
logiques » commencent à conduire à des

niveaux de tension VGS légèrement
inférieurs, par exemple déjà à partir
de 2 V dans le cas du BUK542-60
(voir figure 2). Cela fait de ces com-
posants le choix parfait pour l’inser-
tion directe entre une sortie logique
telle que celle de la ligne de port d’un
micro-contrôleur configurée en sortie
et une (très lourde) charge comme un
relais de puissance ou un moteur.
Une fois encore, il ne s’agit que d’un
exemple et le graphique ne s’ap-
plique pas à tous les « anciens FETs
logiques » - voir les notes ci-dessous
pour retrouver les feuilles de caracté-
ristiques exactes des composants
avec lesquels vous travaillez.

Les composants à canal P
et l’ohmmètre
Si vous désirez tester un composant
à canal P, vous devrez évidemment
inverser les polarités des pointes de
test figurant dans les tableaux pré-
cédents, le plus simple étant d’inter-
vertir les câbles des pointes de test
du côté du multimètre.
L’utilisation d’un multimètre analo-
gique à cadre mobile est également
possible mais ces appareils ne com-
portent habituellement pas un mode
de test de diodes. Cela nécessite
quelques investigations à propos de
la tension de circuit ouvert et du cou-
rant de court-circuit fournis par le
multimètre. Vous devriez opter pour
le calibre 1 ohm pour obtenir respec-
tivement 2-3 V et 5-20 mA, ce qui

représente des valeurs idéales pour
un test en toute sécurité. Vous pou-
vez les vérifier en connectant un
second multimètre à celui utilisé
pour le test des MOSFETs. En pre-
mier lieu, sélectionnez un calibre de
mesure de tension et vérifiez la ten-
sion de circuit ouvert au niveau des
pointes de test. Ensuite, passez sur
un calibre de mesure de courant et
notez le courant de court-circuit.
Finalement, et nous sommes sûrs
que vous l’aurez remarqué à un
moment ou à un autre lors de l’utili-
sation d’un ancien ohmmètre, le fil –
(noir) est habituellement positif et
vice-versa !

Et « quid » du brochage ?
Au risque de ressasser des évi-
dences, vous devrez toujours savoir
exactement quelles sont, sur le
composant que vous souhaitez tes-
ter selon la méthode décrite dans
cet article, la position des pattes
grille, source et drain. Les avis
pseudo-éclairés, « un ami m’a dit »
et « je crois me rappeler » sont sans
valeur à ce niveau et pourraient
conduire à des erreurs coûteuses et
des heures d’efforts en tentatives de
réparation inutiles.  L’information
dont vous aurez besoin doit provenir
des « data books » des fabricants ou
des feuilles de caractéristiques ori-
ginelles téléchargées du site « Web »
du fabricant.
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Interface USB -> RS-232,
Elektor n°299, mai 2003, 

page 70 et suivantes

Une fois n’est pas coutume, c’est
cette fois la liste des composants
qui devrait faire foi.
La R10 du schéma devrait par-
tant avoir une valeur de 100 kΩ.
Merci Mr Bertonnier.

Clignotant alterné pour
modélisme, 
Elektor n°301/302, juillet/août 2003,

page 59

La liste des composants com-
porte 2 erreurs. Comme l’indique
le schéma qui, en règle générale,
dans nos publications, fait foi,

.R2 devrait avoir une valeur de
180 kΩ et C3 une valeur de
10 nF.

Mesure d’inductance écono-
mique, 
Elektor n°301/302, juillet/août 2003, 

page 38 et suivante

La fonction de calcul de l’induc-
tance L donnée en dernier est
fausse. Il faut lire :
L = 1,2/(dUR/dt) et non pas L =
120/(dUR/dt)
Le point de départ de l’erreur se
situe au niveau de la formule
dIL/dt = 0,1 * dUR/dt. La for-
mule correcte est 
dIL/dt = (dUR/dt)/0,1.

Détecteur de métaux, 
Elektor n°304, octobre 2003, 

page 24 et suivantes

Toute prise par la recherche de
trésors potentiels, la personne
chargée de la vérification de la
désignation des composants ne
l’a pas faite avec toute la rigueur
nécessaire... La numérotation de
certains des circuits intégrés a
été intervertie.

Le IC1 de la platine est en fait le
IC4 du schéma et de la liste des
composants, un LM317 partant.
Le IC2 de la platine est en fait le
IC1 du schéma et de la liste des
composants, un 555.

De même, le IC4 de la platine est
en fait le IC2 du schéma et de la
liste des composants, un autre
555.Il n’y a pas d’erreur au
niveau de IC3.
Désolé pour cette erreur.

Booster « petit budget » pour
EdiTS Pro, 
Elektor n°301/302, juillet/août 2003, 

pages 96 et 97

La liste des composants et le
schéma comporte chacun
2 erreurs. T3 doit être du type
BDV64 et T4 du type BDV65.
Les types donnés comme alter-
native, BDW84 et BDW83 res-
pectivement, sont eux corrects.
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